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IEC 62341-5-3 has been prepared by IEC technical committee 110:

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
110/474/FDIS 110/501/RVD

Full information on the voting for the approval on this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts in the IEC 62341 series, under the general title Organic light emitting

diode (OLED) displays, can be found on the IEC website.
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ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE (OLED) DISPLAYS -

Part 5-3: Measuring methods of image sticking and lifetime

1 Scope

This part of IEC 62341 specmes the standard measurement condltlons and measurement
' OLED)

nt and
are indispensable for its application. For dated references b itee apphes. For
references, the latest edition of the (including any

IEC 60050 (all parts), International Elee (available at

idgo and
nology
IEC 62341-6-1:2009, asuring
methods of opti %

IEC 61
manag

t and

CIE 15

For thg pdrposes of this document, the terms and definitions given in IEC 62341-1-2:20p7 and

IE CO- QA . 4007 L 4l £all : 1
C 6 YU=05I. TIJOT, do WCIT do LTNT TUNTUWITTY dpply.

3.1

equivalent current density

average current density of a certain pixel calculated from a varying luminance per frame
image in a moving picture so that luminance degradation becomes similar at the same time

Note 1 to entry: See Annex A.

3.2

equivalent signal level

digital code value from 0 to 255 (in the case of 8 bits) transformed from the normalized
luminance of a certain pixel by a gamma function

Note 1 to entry: See Annex A.
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4 Measuring configuration

4.1 General

The system diagrams and/or operating conditions of the measuring equipment shall comply
with the structure specified in each item. The measuring system and its arrangement are

shown

in Figure 1. The details are referred to in Clause 5.

OLED
display

module E

Display surface
& Light measuring device

4.2

The LMD as defined in IEC 62341-6-1:20

LMD a
repeat

._._._._,_._._._._._._._._._._.E_._, N

Driving o
power Drlvmg
source signal
IEC \2151/13
Figure 1 — Measuring s nent

09. sha
1 degree of the me % i
hbility < £0,5%.

of the
with a

5 Sthndard meas

5.1 Standard me

The standard me , shall
be applied. all be
controlled at . (The
stability els of
luminahce

5.2 Standard measuring dark-room condition

The standard measuring dark-room conditions specified in IEC 62341-6-1:2009, 5.2, shall be
applied.

5.3 Standard setup conditions

5.3.1

General

For the measurement area, the minimum radius for measurement with the distance and
aperture angle is explained in Table 1.
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Table 1 — An example of measuring distance and radius size

. Radius of measurement
Distance Aperture angle field
(mm) (degree) (mm)
2 10
1 5
500
0,2 1
0,1 0,5

5.3.2

The adg

5.3.3

Warm-up time is defined as the time elapsed from the Kiome

Adjustment of OLED display modules

Starting conditions of measurements

justment of OLED display modules specified in IEC 62341-6
applied.

hall be

supply

voltage until repeated measurements of the display sho s than
2 % per minute. Repeated measurements shall be inutes
after g¢tarting. The luminance variations shall total
measufement.

5.3.4 Test patterns

The tegt patterns for display devices sdch as mokil Vs are
shown|in Figure 2. In the case of mobiles and ¢ OLED
display panels or modules’and m between the display and the LMD, if the
patterr] size is a smaller a a 500 mm measurement distance| with a

2-degrge aperture angle

cover
be adj

set, co

he pattern
sted to a@
angle is difficult. 2

case for monitors aRf
measufement, th
nsideri

perture angle of the LMD should be|set to
measuring distance and the aperture angle may
dter than 500 pixels if the setting of the aperture
thetest pattern is used in Figure 2a), and usage method

) igdre 2b) may be used. In order to get repeatabhility of

g location/from P to P, for TVs type as shown in Figure 2c) are
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IEC _2152/13 IEC 2153/13

a) — The test pattern for display b) — The test pa
devices except monitors
and TVs
PR AN
A
RPN
v PO | PP >

CNPEAN L
| NN

»

IEC 215413

5.3.5 Conditions

6.1 Purpose

The pTrpose of this method is to measure the image sticking of OLED display par|1els or
modulés-

6.2 Measuring method
6.2.1 Measuring equipment
The following equipment defined in IEC 62341-6-1:2009, 6.1.2, shall be used:

a) power supplies and signal sources for driving,
b) LMD.

6.2.2 Measuring procedure
The OLED display modules shall be set in dark-room conditions for measurement.

1) Initial measurements on full screen pattern
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Apply a full white screen driving signal to the OLED display modules over the full screen,
and set all power supplies to the standard operation conditions. However, for some display
applications, the full screen luminance can be reduced, according to 7.3.1 of IEC 62341-6-
1:2009.

Measure the initial spectral radiance or tristimulus values of white at Py to P, as shown in
Figure 2c). The initial spectra radiance or tristrimulus values of the primary colours may
also be measured individually.

Image burn-in using test pattern

For the test pattern for display devices (except monitors and TVs), set the test input signal
to the OLED display modules to generate a 0 % luminance level over the full screen and a
peak luminance at the test pattern which is located at the centre of the display as shown in
Figure 2a). For monitor and TV, set the peak luminance level over the 4 %window ‘)attern

8 inance
ovdr the background area. For information about guidangg & C of
IEG 62087:2011. If the other pattern is used, it should be hdse A_[of this
doqument and reported.

Keep the test pattern until the specified time, considering the 060 ation|curve.
Fornl example, the measurement time can be every 1 i i s, and
evdry 24 hours during the first 120 hours; then ever rget timg in the
stahdard measurement condition. Alternatively keegf - [ i the target time in
thelstandard measurement condition.

3) Mefasurements on full screen pattern
Apply a full white screen driving i creen.
Mepsure the spectral radiance or th g tion as
thel|initial measurement. The initial and fina of the
ind|vidual primary colours may also

All measurements shall bg e ta £ ported.

In Figure 3, an exampl

6.3

9,

IEC 2155/13

Figure 3 — An example of the burn-in image

Analysis and report

6.3.1 Analysis

6.3.1.1 Luminance and chromatic deviation method

Image sticking can be characterized by luminance and chromatic deviation.

The image sticking of luminance IS(¢) for white is calculated as follows:
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4
{Zth)}/LO(t

i=1

IS(t) = |1 - ; x100(%) (1)
{sz(fO }/Lo 1)
i=1
where
t is the specified measurement time;
to is the initial measurement time;
L is-the-luminance-of-measurementlocationfrom-Pr-

Chromptic deviation Au’v’(t); caused by image sticking at Py over timg ulated

as follgws:

AV (1), = ' (0) =1 (1) + (1) = X1, P\ @

where

t is the specified measurement time;
1o
(u’(1), ¥'(1)

(u’(10).p " (t0))

The a
measufi

d’by image sticking between dffferent
d as follows:

where
t
(u’; (1),

The v§
following eguations

' can be calculated from the tristimulus value X, Y, and Z using the

U=4X (X +15Y +32)

- (4)
V'=9Y /(X +15Y +3Z)

6.3.1.2 Colour difference method

The image sticking shall be analyzed with AE*,, of the three-dimensional, CIE 1976 L*a*b*
colour space (see CIE 15-2004) following the procedure in 6.2.2. Additional three-dimensional
uniform colour spaces and colour spaces may also be used and identified in the test report.
Each colour point can be plotted on the L* a* and b* axes of the CIE L*a*h* colour space by
referencing the peak white tristimulus value (X, Y,,, Z,) in measuring location P at initial time
to and using the following transformation equations:
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L*; (1) =116/ (Y;(t)/ Yy) - 16
a*; (1) =3500[f(X;(t)] Xn)— f(¥;(t)] Yy)] (5)
b*; (1) =200/ (Y;(1)1 Yo) — f(Z:(1)] Zp)]

where
x'73 x> (6/29)°
f(x)=
l(2)2 X+ hd otherwise
3°6 29
t is the specified measurement time;
L*a*b*; is the CIELAB colour coordinates of measuring locationg 3, 4);
(X, Yob Z,)  is the tristimulus value of reference white in mea initial
time t;.
Colour| difference formula AE*, (1), caused by image sti hite is
calculdted as follows:
AE *ab (1) = VAL *0 (1)~ L *o () +{a % 2 5 D (1) B (1) (6)
where
t
1o
L*a*b¥,  is the CIELARcol
Averade of colour differ fferent
measufing Iocat@r
(7)
where
t
L*a*b*
6.3.2 Report

6.3.2.1 General

The typical value of image sticking can be reported with specified time, as shown in Table 2. If
other primary colours are used such as red, green and blue, it should be reported.

Table 2 — An example of typical value

Measurement data

(Lig:ﬁ) Colour P, Average of P,~ P,
X Y Z X Y Z

0 White

1 White
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6.3.2.2 Image sticking time
The estimated time of image sticking can be reported with the result of the comparison

between the reference luminance ratio, the chromatic deviation, and the colour difference, as
shown in Table 3.

Table 3 — An example of the image sticking time with reference

Factor Threshold Estimated time

Luminance ratio (I1S) 3 %

Chromatic deviation Au'v’(t)gat P,

0,004 N
Average of chromatic deviation Au’v’(1) 5y /\& (\
Colour difference 4E™, (1), at P, 5
Average of colour difference AE™, (1) v \ >

2\

The imfage sticking can be reported after target time| as(shjownW/'Table

Table 4 — An example @i@lck ng@ target time

Time
(hours)

6.3.2.3 Image sticking data

Factor Result data

Lum/m\nce ratio (IS

Chr%@at\c{gwatlo\sﬁ’\’z}ét F%/
400 l Wahro@w\d%}r—ﬂﬁ V() ave
Q Q)Iour d@el@ge }EQb P,
" Aueretge ofubloprdifference AE",, (1)nyq
S\

7 Measurj ethods.of the luminance lifetime

7.1 P(

The pyrpose O ethod is to measure the luminance lifetime of the OLED display |panels
or modules- The e is the elapsed time required for the luminance to decrease|to the
specified/ fraction of the initial luminance in operation. Unless otherwise specified, the half
luminahce’lifetime shall be used for lifetime measurements

7.2 Measuring method
7.21 Measuring equipment
The following equipment shall be used:

a) power supplies and signal sources for driving,

b) LMD

7.2.2 Measuring procedure

The OLED display panels or modules shall be set in the standard measuring conditions. The

dark-room conditions shall be applied when the luminance is measured. Apply a full white
screen driving signal to the OLED display panel or module at 100 % grey level, and set all
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power supplies to the standard operation conditions. However, for some display applications,
the full screen luminance can be reduced, according to 7.3.1 of IEC 62341-6-1:2009.

Measure the initial luminance and keep the above operating conditions and measure the
luminance of the device under test (DUT) at the specified time. The specified time can be 1, 2,
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1 000 and 2 000 days. In Figure 4, an example of the luminance
behavior in operation is shown. When measuring the luminance lifetime, an acceleration
method may be acceptable (see Annex B). If an acceleration method is applied, the
acceleration condition, the acceleration ratio and the theoretical basis of the method shall be
reported.

70 =~

60

Relative luminance (%)
]
]

50

0 10 000 50 000 60 000

IEC 2156/13

e behavior in operation
¢l or module

7.2.3 Estimatign of luiy

The difect meas@ e would typically take an impractically long time,
exceeding several te of Mours of panel operation. Extrapolation methqds are
applieg d. Luminance lifetime is a degradation phenomgnon of
the light emission\fro ays. An extrapolation method can be applied to egtimate

the lifeftime h which models the degradation with time. This method is|based
on thelkng agation phenomenon.
The ddgradationhenomenon shows exponential degradation as follows [1]1:
1/n
T(t)— I((\)nyp’r_(i\ —‘ (8)
[ )]

where
t is the operating time;
L(t) is the luminance value of the degradation phenomena at time ¢;
L(0) is the initial luminance value of L(z);
a is the constant (relaxation time);
n is the acceleration factor.

1 Numbers in square brackets refer to the Bibliography.
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However, in the case of luminance degradation of OLED displays, this formula does not
coincide with the observed result. Other formulae should be chosen.

In Equation (9), there is a linear relation between In(L(0) /L(¢)) and In(z).

In[IN(Z(0)/ L(z))] = 1/ nIn(r) -1/ nIn(a) (9)

-0,4
-0,5

-0,6 o ';
-0,7 atl <
(
-0,8
A\
2;\

0,9
-1,0
-1,1
-1,2
-1,3 \
-1,4
-1,51

In[IN{ZL(O)/L(t)}]

>
/

With tHe linear relationxthe\ifetin Figure
5). To[check the suita i ifetime

should|be used. |fthe mated
value with the d ti {

Underestimated

@ Proper model
~ 4 Overestimated

Estimpted ifefime™ (h)
(&)
o
o
o
o

0 2000 4 000 6 000 8 000 10 000
Time elapsed for lifetime measurement (h)
IEC 2158/13

Figure 6 — An example of estimated lifetime depending on the time elapsed

7.3 Analysis and report

Generally, the lifetime follows the Weibull distribution, and the lifetime can be expressed with
statistical parameters which represent the Weibull distribution.
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Annex A
(informative)

Calculation method of equivalent signal level

A.1  Purpose

The purpose of this method is to define the procedure to calculate the equivalent signal level
for the image sticking of a TV type.

A.2 |Determining the equivalent signal level
A.2.1 General
Since
normalized luminance intensity and equivalent current densi i ional to
OLED is tbased
image linear
space -linear
convergion. Further, an be
achieved by computing one image i
curren i i
A.2.2
The eduivalent current der i 3 5 i ion. OLED
degradation function tha \ itik i i i by the
stretchied exponential ctior

(A.1)
Where vice, J
is curre m are
determi ing to
Equati g fitted
lines afcording to Eqt at|n (A. 1)
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Degradation time

1,00 € 10mAcm> A 40 mA/cm?

¢ 30 mA/cm?

098 [y, & T H mA/cm2

L(?)

As sho D as a

functio el and
assum bpixel
which define
D, whi nsities
Jy.Jo. ..

1) Co sity J;

(A.2)

2) Co over a
tim

Dp = Aexp(— KJztz’”) (A.3)

We
Acq

2, such that it is the time required to make D; equal 0o Dj.
be calculated from (A.2) and (A.3) and is expressed as:

/.,’1 N
n= ) (A.4)

Using Equation (A.4), time period ¢, can be scaled to account for differences between
current densities J; and J,. Therefore, after an OLED is exposed to J; for a first time
period and J, for a second time period, the resulting degradation can be expressed as:

D, = Aexp(— KJ,(ty + 15 )’”) = Adexp| - K (2 )" (A.5)

Jl%n +J2%’l "
2

3) Consider the degradation of an OLED over a third time interval 75 with exposure to current
density J;. Degradation D,, can then be expressed as:
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Dyp = Aexp(—K]3t3’”) (A.6)

Again, defining 3 such that it is the time required to make D, and D,, equal, t; is
calculated from (A.5) and (A.6) and is expressed as:

1 1
. Jm s dym |1 (217) (A7)

2 T3/

Therefore after the third time interval, the degradation D4 is expressed as:

1 1 1
I+ dy)m a3
Dy =Aexp(—K]3(t3 +tf)m) = Adexp| - K| 2L m 23m I3 (A.8)
THus, after N intervals, D,, is expressed as:
(A.9)
wh
(A.10)

Similarly, since in

computed b
can also exp g

urrent density (i.e., current density ¢an be
jciency, luminance, and area of the OLED), we

(A.11)
Th S miiance intensity I¢ can be transformed to the equivalent signal level
I)G
If Log’< 00031308
I'ogf = 1292 I ot (A.12)
or if Igg >0,0031308
4
I'egs = 1,055x I ogr /24 = 0,055 (A.13)

where signal level I’ is the normalized value from 0 to 1.

Another linear to non-linear conversion can also be used for the normalized luminance
intensity to the equivalent signal level transformation.
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A.2.3 Extraction of the equivalent signal level from the IEC 62087:2011 10-min video
loop

The extraction of the maximum and the minimum equivalent signal levels are demonstrated by
using the IEC 62087:2011, 10-min video loop. Assuming the experimental data of m = 1/1,7,
and the transformation equation specified in IEC 61966-2-1 for non-linear to linear and linear
to non-linear conversion, OLED device primaries are the same as that in IEC 61966-2-1, and
take both the RGB and RGBW formats. The maximum and the minimum equivalent signal
levels are summarized in Table A.1. For example, the values are shown in the case where m =
1/1,7, gamma is 2,2, the white point is D65 and the signal is 8 bits. m is the experimental
value, so the maximum and the minimum equivalent signal levels are recalculated from (A.10)
or (A.11) in the case of another m value They are also recalculated from (A.12) and (A.13) in
pwWn in
Figures A 2 and A 3 In the case of an RGB plxel format dlsplay, the tet inp i to the
OLED ively, as

the m Hisplay
and 66 aining
area s|multaneously. However, for the case where the OLED di s have

more than 3 primaries (i.e. RGBW), ¢ i ultiple
proced ' - . g% 5

Proced
Procedure B: 0,85,0 as the maximum signal leve
Procedure C: 0,0,89, as the maximum
Procedure D: 151,151,151 as the maxi i 66,66,66 as the minimum signal level.

Table [A.1 — Examples of?h\mammu B bits)

}QbB/&xe\‘é}mt y/ RGBW pixel format

igna signal Min. signal Max. signal
Ie el level level
Reg/ N\ 165,00 22,0,0 108,0,0

Gre/eQ& 65,0 0,160,0 0,21,0 0,85,0

B e\ \0, 0,0,163 0,0,27 0,0,89
( Whigs N - 66,66,66 151,151,151

Iz
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Figure A.3 — Accumulated colour intensity of the IEC 62087:2011 10-min video loop in W,
R, G, and B format, with equivalent signal distribution chart based on the left images,
respectively
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Annex B
(informative)

Acceleration test of lifetime measurement

B.1 Purpose

The purpose of this method is to reduce the measuring time.

B.2 |Acceleration testing

This tgsting method is carried out in such a way that the lumingh
enhang¢ed when compared to the standard operation, but the d

the same.
distribtﬂI

accelefated lifetime test.

Lifetime (h) IEC 2163/13

Figure B.1 — Examples of Weibull distributions of accelerated lifetime test

hall be
will be
Veibull
of the

These results can be summarized as shown in Table B.1. The statistical analysis resu
shown in Table B.2.

Considering the p value of each hypothesis in this example, it can be seen that althou

Its are

gh the

scale factors are quite different between Lifetime, and Lifetime,, the shape factors are similar.

This means that the acceleration used in this example is valid.
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Table B.1 — Summary of the acceleration test results in Figure B.1
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Lifetime, Lifetime,
Experiments Luminance level L, L,
Marks in Figure A.1 Red square Black circle
Number of samples 20 20
Results Mean (MTTF) 25674,7 7 525,58
Std. dev. 4 257,51 976,329
Scale factor 27 426,6 7,938,0
Shape factar 7.099 90 Q230 99

B.1

Approval of same shape factor and same scale factor

Table B.2 — Statistical analysis results of the accelerated Iife{'rﬁ)\ tes@«g

x-5q DF

1 034,82 2 0

ApproV

,0

al of same shape factor \)
2159 P
1,249 1<\ <f1} Q,Z

ApproV

al of same scale factor

AN iiaN

x-5q

R

N

0,000

DF (ds
obsery
data.

p-value

assum

rejectefd.

x-sq (ghi

square]

grees of freedom):
htions in a sample

A p-value@

freedom generally refers to the number of independent
tiomparameters that should be estimated from the gample

idence in support of a null hypothesis. Suppose the test dtatistic

the probability of observing a test statistic as extreme
p-value is less than the significance level, the null hypothesis is

as S,

of the

B.3

Accemactor

The effect of an acceleration test may be expressed with an acceleration factor. In the
examples in Figure B.1, the acceleration parameter is the luminance level. By using Equation
(8) the relationship between the different luminance and lifetime is proved. ¢y and ¢, are the
different lifetimes, and the luminance levels L(zy) and L(t,) are measured by the different

lifetimes. Each of the degradation steps is expressed as:
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L

tl :ln(

— 25 —

L)

__t_llln
L(O))_ )

L(ty)

Lty =In(Z2) = ~(2)'I"

L(0)

(B.1)

Constant a of Equation (B.1) is calculated at 7, and the degradation at ¢4 is calculated by
using ¢, and Lt,, which are expressed as:

In this

Equatipn (B.4).
where

Lifetimg; is the lifeti

L is the fymi
n is the

If the luminance
1,6 ~ 4,0.

eangs an

DEe expresseq

ycceleration parameter, the typical range of n wd

(B.2)

(B.3)

d with

(B.4)

uld be
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Partie 5-3: Méthodes de mesure de la durée de vie
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AFFICHEURS A DIODES ELECTROLUMINESCENTES
ORGANIQUES (OLED) —

Partie 5-3: Méthodes de mesure de la durée de vie
et de la rémanence d'images

1 Domaine d’application

La prdgsente partie de la CEIl 62341 spécifie les conditions et les
normalisées pour déterminer la durée de vie et la rémanence des images ¢ mule et de
panneaux d’affichage a diodes électroluminescentes organiques plique
principplement a des modules.

2 Références normatives

3l ou en
ur les
es, la

Les ddcuments suivants sont cités en référence de
partie,| dans le présent document et sont |nd|sp
référerces datees seule Iedltlon C|tee s’apptiq

dernie ments).
CEI 60 B sous
<http:/
CEl 62 audio,
vidéo 6

CEIl 62341-1-2:200 ED) -
Partie [1-2: Termg'

CEIl 62 ED) -
Partie

CEIl 61 ppareils
multimg SRVB

CIE 15

3 Te

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la
CEIl 62341-1-2:2007 et la CEl 60050-845:1987, ainsi que les suivants, s'appliquent.

3.1

densité de courant équivalente

densité moyenne de courant d'un certain pixel, calculée a partir d'une luminance variant par
image de trame dans une image animée, de telle sorte que la dégradation de luminance
devienne similaire dans le méme temps

Note 1 a l'article: Voir Annexe A.

1 OLED = organic light emitting diode.
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3.2

niveau de signal équivalent

valeur de code numérique comprise entre 0 et 255 (dans le cas d'un code sur 8 bits),
transformée a partir de la luminance normalisée d'un certain pixel par une fonction gamma

Note 1 a l'article: Voir Annexe A.
4 Configuration de mesure

4.1 Généralités

Les sc nesure
doiven hesure
et son idle 5.

Module
d'affichage
OLED

Source de .
puissance ||, Signal
d'excitation d'excitatio

IEC 2151/13

4.2 Dispositif:: m

Le LMD tel que Z ¥41-6-1:2009 doit étre utilisé. En particulier) il est
recom i D, a 1 degré de I'angle du champ de mesure soit £ +3%,
et aveq

5 Cad

5.1

Les mesures doivent étre effectuées dans les conditions d'environnement normalisées
spécifieesvdans la CEI 62341-6-1:2009, 5.1. Pour les mesures de rémanence d'images, la
température d'environnement doit étre contrélée a 25 °C + 2 °C, sinon un détecteur contrélé
en température doit étre utilisé. (La stabilité du LMD doit étre inférieure a 1/5 des niveaux de
différence de détection de luminance et de couleur prévus.)

5.2 Conditions de mesure normalisées en chambre noire

Les conditions de mesure normalisées en chambre noire spécifiées au 5.2 de la
CEIl 62341-6-1:2009 doivent étre appliquées.

2 LMD = light measuring device.
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5.3 Conditions de montage normalisées

5.3.1

Généralités

62341-5-3 © CEI:2013

Pour la zone de mesure, le rayon minimal pour la mesure avec la distance et l'angle
d'ouverture est expliqué dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Exemple de distance de mesure et de taille de rayon

5.3.2

Le rég
étre ap

5.3.3

Le tem
d’alimsg

une v1
relevég¢s pendant une duré

Distance Angle d'ouverture Rayonrg:s(l:jr::mp de
(mm) (en degrés) )
z N
1 Al
500
02 NS
N

pliqué.

age des modules d'affichage OLED spécifié au

Conditions de démarrage de

d'au moin's

Réglage des modules d'affichage OLED

RV

ecta CK| 41-6-1

2009, doit

entent
nt étre
5 de la

luminapce doivent égalendent'ne pas d&pass

5.3.4 Motifs d’essz

Les mptifs d'es lettes
tactileq, moniteurs'efté sentés sur la Figure 2. Dans le cas des téléphones
mobilep et des tabtag tion de la taille des panneaux ou modules d'affichage
OLED et de la distange rayon
infériegir a 10 MD de
2 degrgs, il bne du
motif, {e}q euvent
étre ajpsté ‘ l'angle
d'ouvefture € . Pour toutes les applications, le motif d'essai de la Figure 2a) est
utilisé,| et unceas~de méthode d'utilisation pour les moniteurs et les téléviseurs, tel que celui

de la

Figure 2b), peut étre utilisé. Pour obtenir la répétabilité de la mesure, on

I'empl3

cement de mesure de Py a P, pour le type de téléviseur représenté a la Figure

définit
Pc), en

considérant l'uniformité des panneaux ou modules d'affichage OLED.
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IEC 2152/13 IEC 2153/13

a) - MLtif d'essai pour les dispositifs d'affichage,
a I'exception des moniteurs
et des téléviseurs

v PO iP@ iPg |
P2 \\L/ /\\

' N

IEC 2154/13

méthode a~podr objectif de mesurer la rémanence des images des panneaux ou
modulgsd’affichage OLED.

6.2 Méthode de mesure
6.2.1 Equipements de mesure

Les équipements de mesure suivants définis au 6.1.2 de la CEl 62341-6-1:2009, doivent étre
utilisés:

a) des alimentations et des sources de signaux pour l'excitation,

b) un LMD.

6.2.2 Procédure de mesure

Les modules d'affichage OLED doivent étre installés dans une chambre noire pour la mesure.

1) Mesures initiales sur un motif d'écran complet
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Appliquer un signal d'excitation blanc plein écran aux modules d'affichage OLED sur tout
I'écran, et régler toutes les alimentations sur les conditions de fonctionnement
normalisées. Toutefois, pour certaines applications d'affichage, la luminance plein écran
peut étre réduite, conformément au 7.3.1 de la CEl 62341-6-1:2009.

Mesurer la luminance spectrale initiale ou les composantes trichromatiques du blanc aux
points de mesure P, a P,, comme cela est représenté sur la Figure 2c¢). La luminance
spectrale initiale ou les composantes trichromatiques des couleurs primaires peu(ven)t
également étre mesurée(s) individuellement.

2) Vieillissement d'image a I'aide du motif d'essai
Concernant le motif d'essai pour les dispositifs d'affichage (a I'exception des moniteurs et
des téléviseurs), régler le signal d'entrée d'essai délivré aux modules d'affichage OLED
poyr générer un niveau de luminance de 0 % sur tout I'écran et une fumi e créte
pol S sur la
Fig bte sur
le n inance
de lignes
dirg bnvient
qu'
Co be de
dég heures
per eures,
puip nesure
nor itipns de
mep

3) Me
Appliquer un signal d' ex0|tat|on bl S modules d'affichage OLED sur tout
I'édran. Mesurer la Iu méme
emplacement de me ifiale et
fingle ou les compgsant L(ven)t
égglement étre mes

Toutes| les mesuy é salisges temps cible de 400 et 500 heures, et doivent

étre ingdiquées dans

P,
P, . P
P,

6.3

IEC 2155/13

Figure 3 — Exemple d'image vieillie

Analyse et rapport

6.3.1 Analyse

6.3.1.1 Méthode de la luminance et de I'écart chromatique

La rémanence d'images peut étre caractérisée par la luminance et I'écart chromatique.

La rémanence d'images de la luminance IS(¢) pour le blanc est calculée comme suit:
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{ZLI-I)}/LO(I)

i=1

IS(t)=1- ; x100(%) (1)
{ZLi(fo )}/Lo(fo)
i=1
ou
t est le temps de mesure spécifié;
to est le tempsde mesure initial;
L; estlatuminance-de-templacement de-mesureapartirdeP-

L'écartl chromatique 4u’v’(t)y provoqué par la rémanence d'images au
pour |lg blanc est calculé comme suit:

temps

AV (1), = ' (0) =1 (1) + (1) = X1, P\ @

ou

t est le temps de mesure spécifié;

)
(u’(z), ¥'(1)
(u’(t0),p (1)

La molenne de I'écart ch i { _ 9 entre
différepts emplacements de E

3)

ou

t

(14 ’i (f);

em mesure spécifié;

goordonnées trichromatiques des emplacements de mesure dle P; (i

Les valeurs-ul et vi\pedvent étre calculées a I'aide des composantes trichromatiques X, |Y, et Z,
en utilisant'tes équations suivantes:

u'=4X /(X +15Y +3Z7)

. (4)
V'=9Y (X +15Y +3Z)

6.3.1.2 Méthode de la différence de couleur

La rémanence d'images doit étre analysée avec AE*,, de l'espace de couleur CIE 1976
L*a*b* en trois dimensions (voir publication CIE 15-2004), en suivant la procédure de 6.2.2.
Des espaces de couleur uniformes en trois dimensions supplémentaires et des espaces de
couleur peuvent également étre utilisés et indiqués dans le rapport d'essai. Chaque point de
couleur peut étre tracé sur les axes L* a* et b* de I'espace de couleur CIE L*a*b* en utilisant
comme référence la composante trichromatique du blanc de créte (X, Y, Z,) a
I'emplacement de mesure Py et au temps initial t;, et en utilisant les équations de
transformation suivantes:


https://iecnorm.com/api/?name=ac3c7b0f56826db851558fac51a0b359

- 38 - 62341-5-3 © CEI:2013

L*; (6)=116f(¥;(t)/ ¥5)-16
a*; (1) = S00[ (X, ()] Xp) ~ £(F; (1) ;)] %)
b*; () = 200[f (Y (6)/ Y )= £(Z;(1)] Zp))]
ou
x'/3 x> (6/29)°
f(x)=91,29, 4 .
—(=)x+— sinon
3°6 29
t est le temps de mesure spécifié;
L*a*b¥; sont les coordonnées colorimétriques du modéele CIEKAB des placements
de mesure de P; (i = 0, 1, 2, 3, 4);
(X Yob Z,,)  est la composante trichromatique du blanc de ent de
mesure P et au temps initial {.
La formule de la différence de couleur AE*, (1), provoqe jes au
point H, dans le temps pour le blanc est calculée com it:
AE ¥ (1o =1L %0 ()~ L *o)F + {a 2 (O\ "5 o>}®b "0 - b ()Y’ (6)
ou
t
to est le tempsd
L*a*b™, f(iques Jdu modeéle CIELAB des emplacemgnts de
mesure de|Py
La mqgyenne d : srefice de couleur AE*,(t)pyg Provoquée [par la
réemangnce d'images entre diffé lacements de mesure de P, a P4 pour le blanc est
calculde comme :
- L % () +a % () —a*o () +1b% (1) - b (l‘o)}z}M (7)
ou
t de mesure spécifié;
L*a*b¥,\ sont les coordonnées trichromatiques des emplacements de mesure de P; (i|= 1, 2,
3, 4).
6.3.2 Rapport
6.3.2.1 Généralités

La valeur typique de la rémanence d'images peut étre rapportée avec le temps spécifié,
comme cela est représenté dans le Tableau 2. Si d'autres couleurs primaires sont utilisées,
comme par exemple le rouge, le vert et le bleu, il convient de l'indiquer dans le rapport.
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Tableau 2 — Exemple de valeur typique

Données de mesure
Temps
(heurpe) Couleur P, Moyenne de P,~ P,
X Y VA X Y VA
0 Blanc
1 Blanc

6.3.2.2 Temps de rémanence d'images

Le temps estimé de la rémanence d'images peut étre rapporté av
comparaison entre le rapport de luminance de référence, I'écart chro
de coujeur, comme cela est indiqué dans le Tableau 3.

N
Facteur Seuil < ¥\m estim&

Rapport de luminance (IS) 3}/\ ~\ \

Ecart chromatique du'v’(t)g a P,

U ®
Moyenne de I'écart chromatique U
Auv’(t) pye

Différence de couleur 4E*_ (), a P

wllodPo \>
Moyenne de la différerfCe de c r \5 2
AE* 5 (D) ave

>
6.3.2.3 Don

La rémanence d'i tée aprés un temps cible, comme cela est repr

dans l¢ Tableau

Données

\(*hQres) Facteur résultantes

Rapport de luminance (IS)

le~résultat

diff]

de la
grence

gsenté

= ) n PR D S U
cearcenromatqueT a1/ a g

400 Moyenne de I'écart chromatique Au'v’(2) ,,q

Différence de couleur 4E*,, (1), a P,

Moyenne de la différence de couleur AE*, (t) \yq

7 Méthodes de mesure de la durée de vie de la luminance

7.1 Objectif

Cette méthode a pour objectif de mesurer la durée de vie de la luminance des panneaux ou
des modules d'affichage OLED. La durée de vie est le temps écoulé nécessaire pour que la
luminance diminue jusqu'a une fraction spécifiée de la luminance initiale en fonctionnement.
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Sauf spécification contraire, la durée de vie de la demi-luminance doit étre utilisée pour les
mesures de durée de vie.

7.2 Méthode de mesure
7.21 Equipements de mesure
Les équipements suivants doivent étre utilisés:

a) des alimentations et des sources de signaux pour l'excitation,
b) un LMD.

7.2.2 Procédure de mesure

Les mpdules ou panneaux d'affichage OLED doivent étre installés dans (es itipns de
mesurg¢ normalisées. Des conditions de chambre noire doivent S loxslque la
luminapce est mesurée. Appliquer un signal d'excitation blanc pleir_é gaux ou
aux modules d'affichage OLED a un niveau de gris de(¢100 S es les

alimentations sur les conditions de fonctionnement normalj . \ is, o rtaines
applicgtions d'affichage, la luminance plein écran peut étré réduite, X« 2 a 7)3.1 de
la CEI62341-6-1:20009.

dessuq et mesurer la luminance des digpositifs S8ai acifié. temps

spécifig peut étre 1, 2, 5, 10, 20, 50,4100 00 j . i donne
un exgmple de comportement de la Wming fonct{ionnement. Dans la mesure de la
durée [de vie de la luminance, une még ion peut étre acceptable¢ (voir
Annex=B) Si ‘une méthode d'accélration est iquée, la condition d'accélératjon, le

rappor doivent figurer dans le rappor}.

relative (%)

planci

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Temps (h)

IEC T96/TS

Figure 4 — Exemple de comportement de la luminance en fonctionnement
pour un panneau ou un module d'affichage OLED

7.2.3 Estimation de la durée de vie de la luminance

La mesure directe de la durée de vie de la luminance durerait typiquement trop longtemps,
dépassant plusieurs dizaines de milliers d'heures de fonctionnement du panneau. Des
méthodes d'extrapolation sont utilisées pour réduire la période de mesure. La durée de vie de
la luminance est un phénoméne de dégradation de I'émission de la lumiére émise par les
affichages OLED.

3 DUT = device under test.
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Une méthode d'extrapolation peut étre appliquée pour estimer la durée de vie en utilisant une
formule qui modélise la dégradation en fonction du temps. Cette méthode est basée sur la
connaissance du phénoméne de dégradation.

Le phénomeéne de dégradation donne une dégradation exponentielle qui est comme suit [1]4:

1/n
L(1) = L(O)exp{— (ij } (8)
a

t gst le temps de fonctionnement;

ou

L) 4gstla valeur de luminance du phénoméne de dégradation au te

L(0) gst la valeur de luminance initiale de L(%);

a gst la constante (temps de relaxation);
n gst le facteur d’accélération.
Cepengant, dans le cas de la dégradation de la luminarnce g E P prmule

Dans IfEquation (9), il existe une relatign linéaire,

Infin(£(0) /D)) 2/ (9)

6x— 2,584 4

3
[o P AaN|
/
b
A
o
[62]
E-Jg \

In{in{Z(0

<

2,0 22 24 26 2,8 3,2 34 36 38 40

3,0
In{in(1)}

IEC 2157/13
Figure 5 — Exemple d'estimation de la durée de vie avec une méthode d'extrapolation

Avec la relation linéaire, la durée de vie peut étre estimée en utilisant la méthode
d'extrapolation (Figure 5). Pour vérifier si I'équation de dégradation est adaptée, il convient
d'utiliser la dérive de la durée de vie estimée. Si la formule est appropriée, il n'y aura pas de
dérive importante de la valeur estimée avec le temps écoulé. Des exemples sont donnés a la
Figure 6.

4 Les chiffres entre crochets se référent a la Bibliographie.
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100 000 :
90 000 - | + Sous-estimée

\ ®Modéle correct
80 000 - L™ .
~N 4 Surestimée

70 000
60 000 +
50 000

40 000 |————————

Durée de vie estimée (h)

30 000 +

20000 |

10 000 - T T T
0 2000 4 000 6 000 8 000
Temps écoulé pour la mesure de la durée de vie

7.3 Analyse et rapport

Généralement, la durée de vie suit la.distrib
exprimge avec des parameétres statistiques_q

ut étre

otcentage (%)

Facteur de forme: 7,10

Facteur d’échelle: 27 426,6
Moyenne: 25 674,7
Ecart type: 4 257,51

15 000 20 000 30 000
Durée de vie (h)

IEC 2159/13
Figure 7 — Exemple de distribution de Weibull de la durée de vie

Il convient que I'écart et la valeur typiques figurent dans le rapport pour la durée de vie. La
valeur typique de la durée de vie peut étre rapportée avec la moyenne de la durée moyenne
de fonctionnement avant défaillance (MTTF3) ou le facteur d'échelle de la distribution de
Weibull, et I'écart peut étre rapporté avec I'écart type ou le facteur de forme de la distribution
de Weibull. De plus, la durée de vie peut étre rapportée avec la valeur a la position 10 %
inférieure (B4¢) dans la distribution de Weibull [2] (voir le Tableau 5).

5 MTTF = mean time to failure.
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Tableau 5 — Exemples de mesures de durée de vie

Eléments Données

Nombre d’échantillons 20

MTTF 25 674
Valeurs typiques

Facteur d'échelle 27 427

Ecart type 4 258
Ecarts

Facteur de forme 7.10

By 19 977A

e

@%

RO
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Annexe A
(informative)

Méthode de calcul du niveau de signal équivalent

Objectif

Cette méthode a pour objectif de définir la procédure pour calculer le niveau de signal

équiva

ent pour la rémanence d'images d'un téléviseur.

A.2

A.21

Détermination du niveau de signal équivalent

Généralités

Puisq
coura

et sou

A.2.2

La der]sité

OLED.

ou L(0
dispos
la durg
m=1/n,
des dé

ces d'image réelles.

Calcul de I'intens

2\de courant du dispositif OLED d'un sous-pixel, et ¢ est le ter

gradations de Jdminance mesurées et des lignes adaptées selon I'Equation (A.1)

nsité de
ivalente

modele
eut étre

irge a non

plication
minance
tilisation

d'une
initiale

(A.1)

e, A, K et m sont des coefficients d'adaptation foncfion du

nps de
esure.
gsente
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